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Visite virtuelle : Présentation des moyens de
caractérisation de semi-conducteurs à l’INL : du

matériau au dispositif
jeudi 10 juin 2021 15:00 (15 minutes)

Orateurs: CALMON (INL), Francis (INL); CHAUVIN (INL), Nicolas (INL); PITTET (INL), Patrick (INL)

Classification de Session: Visites par groupes


